
（SEM）

CONTENTS

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

2.1 

3

JEOL

4

5

JSM-6301F

6



7

飞纳台式场发射电镜

SEM image (beetle)

9 1
0

Scanning Electron Microscope

SEM

2.1

1
1

Light vs Electron Microscope

2.1 



•

•

•

•

2.1 

•

SEM X WDX

X EDX

•

2.1 

2.2.1 SEM

2.2 SEM

1
5

2.2 SEM

2.2.1 SEM

1
7

1
8



2
0

2
1

2
2

•
2-3

• ,

X

•

, ,

•

•

——



•
电子束与样品的相互作用

不同信号的用途 backscattering electron
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Auger electron
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表面形貌衬度的应用

•

(1)材料表面形态（组织）观察

(2)断口形貌观察 (3)磨损表面形貌观察

(4)纳米结构材料形态观察 (5)生物样品的形貌观察
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